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 – 2 – 60603-7 Amend.1  IEC:2011 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical 
committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic 
equipment.. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

48B/2145/CDV 48B/2205/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

_____________ 
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60603-7 Amend.1  IEC:2011 – 3 – 

 

In 5.1, replace: 

Clearance shall be provided for connector contacts. 

By: 

The “Go” gauge in Figure 5 is intended to assess the fixed connector minimum aperture width 
and height, and shall not be used to assess contact forces. Clearance shall be provided for 
connector signal contacts. If connector shield contacts are present, either clearance shall be 
provided for these contacts (as long as the minimum aperture width and height are still 
assessed) or these contacts, within the connector aperture, shall be removed. 

 

In 5.2, Figure 8, right hand view, replace: 

AC6 

By: 

AB6 

In 6.4.1, replace: 

The creepage and clearance distances are given as operating characteristics of mated 
connectors. 

By: 

The creepage and clearance distances in Table 8 are given as operating characteristics of 
mated connectors. 

In 7.7.2.3, Test phase AP3, 3rd column, replace: 

See IEC 60068-2-14 

By: 

11d 

 

In 7.7.2.4, Test phase BP3, 4th column, replace: 

4 days 
Half of samples in mated state 
Half of samples in unmated state 

By: 

Method 1 
4 days 
Half of samples in mated state 
Half of samples in unmated state 

 

In 7.7.2.5, Test phase CP1, 3rd column, replace: 

11c 

By: 

6d 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60603-7:2008/AMD1:2011
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ffb2beaf-10a9-47a6-9dda-

171e52c6104c/iec-60603-7-2008-amd1-2011



 – 4 – 60603-7 Amend.1  IEC:2011 

 

In 7.7.2.5, Test phase CP2, 7th column, delete the wording below: 

No disturbance of free and fixed connector between vibration test and measurement 

In 7.7.2.5, Test phase CP2, 4th column, add the following: 

No disturbance of the free connector to fixed connector electrical connections, between 
vibration test and contact resistance measurement. 

 

In 7.7.2.5, Test Phase CP2 shall now read as follows: 

Test 
phase 

Test Measurement to be performed 

Title IEC 60512 
Test No. 

Severity or 
condition of test Title IEC 60512 

Test No. Requirements 

CP2   Measurement points 
as in Figure 11 
All 
contacts/specimens 

No disturbance of 
the free connector to 
fixed connector 
electrical 
connections, 
between vibration 
test and contact 
resistance 
measurement. 

 

Contact 
resistance 

2a 20 mΩ maximum change 
from initial 
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60603-7 Amend.1  IEC:2011 – 5 – 

In 7.7.2.7, Test group EP, replace: 

For test group EP, see the relevant IEC 60603-7-x specification 

By the following table: 

 

Table 14 – Test group EP 

Test 
phase 

Test Measurement to be performed 

Title IEC 60512 
Test No. 

Severity or 
condition of test Title IEC 60512 

Test No. Requirements 

EP1 Not 
applicable      

EP2 Not 
applicable      

EP3 Not 
applicable      

EP4 Not 
applicable      

EP5 Not 
applicable      

EP6 Not 
applicable      

EP7 Input to 
Output 
resistance 

 Measurement points 
as defined in 6.4.5 
 
All signal contacts 

Millivolt level 
method 

2a Per 6.4.5. 

EP8 Resistance 
unbalance 

 Measurement points 
as defined in 6.4.6 
 
All signal contacts 

Millivolt level 
method 

2a Per 6.4.6. 

All measurements to be performed on mated connectors. 

 

And re-number Table 14 as Table 15. 

 

In 7.7.2.8, Test phase FP1, 4th column, add the following: 

(For test 2.3.1a, the load (resistor) value shall be ≥ 40 Ω; line a and line b shall be directly 
interconnected behind the connector, and a-terminal and b-terminal, respectively, directly 
connected to ground.). 

 

____________ 
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 – 6 – 60603-7 Amend. 1 © CEI:2011 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 
48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements 
électroniques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

48B/2145/CDV 48B/2205/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

_____________ 
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60603-7 Amend. 1 © CEI:2011 – 7 – 

En 5.1, remplacer : 

Des espaces doivent être prévus pour les contacts. 

par: 

Le calibre "entre" dans la Figure 5 est destiné à évaluer la largeur et la hauteur d'ouverture 
minimale du connecteur fixé et ne doit pas être utilisé pour évaluer les forces de contact. Des 
espaces doivent être prévus pour les contacts de signaux du connecteur. Si des contacts de 
bouclier de connecteur sont présents, soit la distance appropriée doit être prévue pour ces 
contacts (aussi longtemps que la largeur et la hauteur d'ouverture minimale sont encore 
évaluées) soit on doit enlever ces contacts dans l'ouverture de connecteur.  

En 5.2, à la Figure 8, à droite, remplacer: 

AC6 

par: 

AB6 

 

En 6.4.1, remplacer: 

Les distances d’isolement et les lignes de fuite sont données comme des caractéristiques de 
fonctionnement de connecteurs accouplés. 

par: 

Les distances d’isolement et les lignes de fuite du Tableau 8 sont données comme des 
caractéristiques de fonctionnement de connecteurs accouplés. 

 

En 7.7.2.3, Phase d’'essai AP3, 3ème colonne, remplacer: 

Voir CEI 60068-2-14 

Par: 

11d 

 

En 7.7.2.4,Phase d'essai BP3, 4ème colonne, remplacer: 

4 jours 
La moitié des échantillons dans l'état accouplé 
La moitié deschantillons dans l'état non accouplé 
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